TECHNICKA SPECIFIKACE
Podklad pro vybérové fizeni: EDS spektrometr pro elektronovy mikroskop

Pfedmeétem dodavky je EDS spektrometr pro elektronovy mikroskop.

Nabizeny detektor: TESCAN ESSENCE EDS Detector (fixed position)

Doba dodani max. 4 mésice od podpisu KS. Zaruka minimalné 12 mésic. = ANO

Soucasti nabidky musi byt doprava na FSI, instalace, zprovoznéni zafizeni a zaskoleni
v min. rozsahu 2 hodin pro min. 3 osoby. ANO

Povinné parametry (Pfredmét plnéni musi spliovat vSechny nize uvedené
pozadavky):

1 HARDWARE - Detektor a jeho fyzické a vykonové parametry

¢ Typ detektoru: EDS detektor na principu SDD (Silicon Drift Detector) ANO

¢ Aktivni plocha €ipu: = 30 mm2 ANO, 30mm2
¢ Kryt €ipu (window):

o SizN4, mechanicky tolerantni feseni —vhodné pro praci ve studentskem reZimu ANO
* Geometrie detektoru:

o Fixni poloha, ktera nekoliduje s instalovanym ET a BSE detektorem ANO
o Pracovni vzdalenost optimalizovana pro zobrazovani i analyzu zaroven ANO

o Bez nutnosti LN2 chlazeni/ Chlazeni Peltierovym ¢lankem (termoelektricke) ANO

o Montaz nesmi omezovat pouZiti ostatnich detektorl (napt. BSE)1. ANO
¢ Detekéni rozsah: = 20 keV ANO
¢ Max. pocitaci frekvence: = 1 000 000 cps (input); ANO

2. SOFTWARE - Akvizice, analyza a vizualizace dat
¢ Integrace se SEM Tescan Vega: plna kompatibilita v nativhim GUI SEM ANO
* Multikanalové zobrazeni: overlay EDS signalu pies SEM signaly ANO

e Live upravy obrazu: jas, kontrast ANO



¢ Pfi snimani SEM dostupné: autofocus, autostigmatory a automaticke centrovani

svazku ANO
e Typy analyz:

o Bodova analyza, ANO
o Liniova analyza ANO

o Analyza ze specifikovane oblasti na obrazu — napriklad obdélniky ANO
o Mapping chemickeho sloZeni ANO
e Zobrazeni vysledku:

o Vsechna analyzovana mista a oblasti zobrazena v SEM obrazu ANO
¢ Export dat:

o .pdf (automatizovany report), pripadné dalsi varianty

Excel export - we can export tables with data to .csv ANO

¢ Datova struktura: automaticke ukladani viech dat ve stromove struktuie
propojene se SEM snimky ANO

¢ Archivace dat: uchovanivsech vstupnich dat véetné metadat a spekter
pro pozdégjsi opakovanou ANO

analyzu
* Navigace daty: snadny navrat k analyzovanym oblastem vzorku, primy pristup z GUI
ANO

* Sprava a servis SW vzdalené bez nutnosti pritomnosti servisu on site pro softwarove
problémy ANO

3. ROZSIRITELNOST

e Zaznam metadat: automaticka archivace SEM a EDS podminek (napéti, proud,

working distance, pouzity filtr atd.) ANO

* Podpora a servis: jednotna dodavka zarizeni, softwaru, Skoleni, aktualizaci i servisu
od jednoho dodavatele ANO

Pfiloha A: Technicka specifikace

¢ Dostupné updaty SW kazde 2 mésice ANO
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